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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-20870-01-00. 

 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

Volke Entwicklungsring SE 

Daimlerstraße 35, 38446 Wolfsburg 

 
mit dem Standort 

 

Volke Entwicklungsring SE 

Daimlerstraße 35, 38446 Wolfsburg 
 
Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser 

Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt 

gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in 

relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 

Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 
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Prüfungen in den Bereichen: 

Ermittlung von Maß-/Form-/Lageabweichungen von Bauteilen mit Hilfe von optischen 3D-

Koordinatenmessgeräten. 

Durchführung von maßlichen Erstmusterprüfungen an Bauteilen mit Hilfe von optischen 3D-

Koordinatenmessgeräten. 

Ermittlung von 3D-Soll-Ist-Abweichungen industriell gefertigter Produkte anhand von CAD-Daten 

mit Hilfe von optischen Sensoren mit Streifenlichtprojektion sowie CAD-Auswertesoftware. 

Photogrammetrische Untersuchungen mit optischen Messsystemen zur Deformationsanalyse. 

 

 

VA-P 009 

Vers. 2.1 

PONTOS - optisch basierte Bewegungsanalyse 

 

 

VA-P 016 

Vers. 1.1 

TRITOP - Photogrammetrie 

 

 

VA-P 017 

Vers. 2.0 

Optische 3-D Oberflächenanalyse 

 

 
 

 

Verwendete Abkürzungen: 

 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

EN Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission  

ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung 
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